
















产品名称 抽样数

料号 不良数

自弹/不自弹 不良率

测试条件 测量仪器

CRI:            PCS MIN:          PCS

不良数 不良率 判定结果

#1 #2 #3 #4 #5
P1 696 705 685 690 710 0 0 OK

P2 724 715 710 732 720 0 0 OK

P3 533 520 525 510 535 0 0 OK

P4 515 510 512 520 512 0 0 OK

P5 466 460 462 459 455 0 0 OK

P6 623 620 625 628 630 0 0 OK

19.21 564 558 550 560 562 0 0 OK

18.71 699 695 705 701 702 0 0 OK

18.15 723 720 721 725 720 0 0 OK

CD 866 850 859 862 865 0 0 OK

WP 821 830 825 816 822 0 0 OK

总判定

备  注

检查结果

单PIN保持力最小
150g

保持力试验报告

SD 短体沉板 卡座

 日期: 2014 年 11月 28 日

0

自动插拔力机

5PCS

测试端子脱离胶芯所需的力量.

不自弹

       ■合格               □不合格

检查项目

0

端子保持力

深圳市华宇创精密电子有限公司

HYC29-SD11-100



产品名称 抽样数

料号 不良数

自弹/不自弹 不良率

使用卡尺寸 测量仪器

CRI:            PCS MIN:          PCS

不良数 不良率 判定结果

样品 #1 #2 #3 #4 #5 0 0 OK

结果 3.6 3.7 3.1 3.1 3.07 0 0 OK

样品 #1 #2 #3 #4 #5 0 0 OK

结果 2.6 2.6 2.7 2.7 2.6 0 0 OK

总判定

备  注

插入測試速度：
12.5MM/MINUTE-
MAX   40N/MAX

插入力

拔出測試速度：
12.5MM/MINUTE-
MAX  0.5N/MIN

拔出力

2.10MM

不自弹 0

插拔力测试机

5PCS

检查结果

插拔力测试

插拔力测试报告

SD 短体沉板 卡座

 日期: 2014 年 11月 15 日

0

       ■合格               □不合格

检查项目

深圳市华宇创精密电子有限公司

HYC29-SD11-100



产品名称 抽样数
料号 不良数

自弹/不自弹 不良率
测试条件 测量仪器
CRI:            PCS MIN:          PCS

不良数 不良率判定结果
1.外观 0 0 OK

测试前 测试后 测试前 测试后 测试前 测试后 测试前 测试后 测试前 测试后

P1 19.71 20.5 19.86 24.8 18.15 23.5 18.15 21.2 19.64 20.3 0 0 OK

P2 18.19 20.3 19.64 22.2 19.86 23.5 19.86 20.3 18.15 22.4 0 0 OK

P3 20.86 20.8 18.15 20.8 19.64 22.4 19.64 22.4 19.86 23.5 0 0 OK

P4 21.64 24.8 19.86 20.5 18.15 20.5 18.15 21.5 18.15 22.4 0 0 OK

P5 19.15 22.2 19.64 20.3 19.86 21.2 19.86 20.8 19.64 20.5 0 0 OK

P6 19.46 20.8 18.15 20.8 19.86 20.3 18.15 23.5 18.15 21.2 0 0 OK

19.21 21.64 20.5 19.86 20.5 19.64 22.4 19.86 22.4 19.86 20.3 0 0 OK

18.71 17.41 21.2 18.15 24.2 18.41 21.5 19.41 20.5 18.15 22.4 0 0 OK

18.15 18.9 20.1 19.86 23.2 18.48 22.1 20.48 21.2 19.86 21.5 0 0 OK

CD 27.35 30.5 28.35 29.4 27.54 35.3 28.89 31.2 26.64 29.4 0 0 OK

WP 28.49 31.3 30.89 30.4 29.48 33.5 27.83 30.6 25.48 30.4 0 0 OK

总判定

备  注

高温试验机

5PCS

无明显损伤现象

产品置于85±2℃，连续96小时
不自弹

高温测试报告

SD 短体沉板 卡座
 日期: 2014 年 11月 22 日

0

       ■合格               □不合格

检查项目

0

2.接触阻抗

检查结果
符合要求

#1 #2 #3 #4 #5

接触阻抗最
大100毫歐

深圳市华宇创精密电子有限公司

HYC29-SD11-100



产品名称 抽样数

料号 不良数

自弹/不自弹 不良率

测试条件 测量仪器

CRI:            PCS MIN:          PCS

不良数不良率判定结果

1.外观 0 0 OK

测试前测试后测试前测试后测试前测试后测试前测试后测试前测试后

P1 21.8 28.6 20.3 28.6 19.8 29.5 18.7 28.6 19.3 29.6 0 0 OK

P2 20.5 26.9 20.3 27.2 18.3 28.6 18.2 28.2 18.5 28.2 0 0 OK

P3 19.5 27.8 19 28.6 19.5 28.6 19.9 29.2 19.2 28.2 0 0 OK

P4 21.8 29.5 18.3 29.6 19.5 27.2 19.6 28.2 18.7 29.5 0 0 OK

P5 21.8 28.6 19.5 28.2 18.3 28.2 18.2 27.2 18.2 28.6 0 0 OK

P6 21.8 29.2 19.5 29.2 19.5 29.6 19.9 28.6 19.9 29.6 0 0 OK

P7 21.8 28.2 18.3 28.2 18.2 28.2 19.6 29.6 19.6 28.2 0 0 OK

P8 21.8 29.4 19.5 29.5 16.7 28.2 18.4 28.2 18.2 29.2 0 0 OK

P9 21.8 26.9 19.5 28.6 19.9 29.2 18.5 28.2 19.9 28.2 0 0 OK

CD 22.2 29.8 22.4 32.1 22.5 30.6 20.9 31.4 22.5 30.7 0 0 OK

WP 21.9 30.5 20.9 33.2 20.5 29.4 21.8 33.3 20.5 31.8 0 0 OK

0 0 OK

测试前测试后测试前测试后测试前测试后测试前测试后测试前测试后 0 0 OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

总判定

备  注

无明显
损伤现

温度：40±2℃ 96小时，相对湿度90%-95% 96小时

不自弹 0

恒温恒湿试验机

5PCS

#2 #3 #4 #5

恒温恒湿测试报告

SD 短体沉板 卡座

日期: 2014 年 11月 15 日

0

       ■合格               □不合格

检查项目

#1

3.絕緣阻抗

2.接触阻抗

检查结果

符合要求

#1 #2 #3 #4 #5

深圳市华宇创精密电子有限公司

HYC29-SD11-100



产品名称: 检验数: 日期: 

测量仪器: 不良数: 不良率:

序号／模号 标准电阻 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 CD WP 测量平均値 单位 判定

1 ≤100mΩ 21.77 19.13 16.64 18.2 19.8 21.64 18.71 18.66 22.35 22.23 30.20 20.85 mΩ OK

2 ≤100mΩ 20.22 20.5 17.55 18.11 18.25 19.35 18.15 18.25 20.89 21.89 29.58 20.25 mΩ OK

3 ≤100mΩ 19.88 20.4 19.54 19.35 19.53 20.26 19.86 19.25 21.83 22.54 28.64 21.01 mΩ OK

4 ≤100mΩ 18.74 19.88 18.24 19.2 19.5 20.26 19.64 18.48 20.18 20.48 28.41 20.27 mΩ OK

5 ≤100mΩ 20.48 19.78 16.67 18.35 18.32 18.98 18.41 19.21 20.52 20.34 29.65 20.06 mΩ OK

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

判定结果 合格 不合格

接触阻抗测试报告

SD 短体沉板 卡座

导通测试仪

电
阻
测
试

5PCS

0

               ■                □

 2014.11.15

0

深圳市华宇创精密电子有限公司



产品名称 检验数

料  号 不良数

A Q L 不良率

测试设备

测试条件

测试时间

不良数 不良率 判定结果

0 0 ok

#1 #2 #3 #4 #5

OK OK OK OK OK 0 0 ok

总判定

备  注

2.沾锡面积在95%以上

5pcs

0

0

                                                     日期：2014 年 11 月 18 日

             ■合格               □不合格

炉温255±5ºC,时间3～5秒，吃锡面积95%以上。

测试结果项目

1.外观

 锡炉

 2014.11.19

  MIL-HY-202F

SD 短体沉板 卡座

无明显损伤现象

深圳市华宇创精密电子有限公司
可焊性测试报告

HYC29-SD11-100



产品名称: 检验数: 日期:

测量仪器: 不良数: 不良率:

序号／模号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CD WP

1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

2 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

3 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

4 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

5 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

6 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

7 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

8 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

9 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

10

11

12

13

14

15

判定结果 合格 不合格

文件编号：Q-4-008 C/O

耐电压测试报告

SD 短体沉板 卡座

耐高压测试仪

2014.11.16

0

10PCS

0PCS

测试条件：  电压：250V AC，500V DC。   时间：一分钟

备注：
     耐高压测试后，没有发现放电，烧焦或击穿的现象。

耐
 
高
 
压
 
测
 
试

               ■                          □      

深圳市华宇创精密电子有限公司



耐焊接热测试报告
 日期: 2014 年 11月 16 日

产品名称 抽样数

料号 不良数

自弹/不自弹 不良率 0

5PCS

不自弹

SD 短体沉板 卡座

0

测试条件 测量仪器

CRI:            PCS MIN:          PCS

不良数 不良率判定结果检查项目

回焊炉产品与PCB板同时处于温度255±5℃时间10秒正负5秒内

检查结果

1.外观 0 0 OK无明显损伤现象 符合要求

測試爐溫曲線

总判定

备  注

       ■合格               □不合格

深圳市华宇创精密电子有限公司

HYC29-SD11-100



产品名称 抽样数

料号 不良数

自弹/不自弹 不良率

使用卡尺寸 测量仪器

CRI:            PCS MIN:          PCS

不良数 不良率 判定结果

0 0 OK

0 0 OK

0 0 OK

0 0 OK

0 0 OK

0 0 OK

0 0 OK

0 0 OK

0 0 OK

0 0 OK

0 0 OK

0 0 OK

0 0 OK

0 0 OK

0 0 OK

0 0 OK

0 0 OK

0 0 OK

总判定

备  注

插卡时CD端子与外壳是否接触（否）

插卡时是否出现跪PIN（否）

5000次

       ■合格               □不合格

弹卡是否顺畅（是）

插卡时端子与卡接触是否充分（是）

插卡时是否出现跪PIN（否）

插卡时是否出现退PIN（否）

插卡时WP端子与外壳是否接触（是）

弹卡是否顺畅（是）

耐久测试报告

SD 短体沉板 卡座

 日期: 2014 年 11月 15 日

0

插卡时CD端子与外壳是否接触（否）

插卡时是否出现跪PIN（否）
3000次

插卡时端子与卡接触是否充分（是）

插卡时WP端子与外壳是否接触（是）

弹卡是否顺畅（是）

插卡时是否出现退PIN（否）

插卡时CD端子与外壳是否接触（否）

插卡时是否出现退PIN（否）

1.40MM

不自弹 0

寿命测试仪

5PCS

检查项目

插卡时端子与卡接触是否充分（是）

2000次
插卡时WP端子与外壳是否接触（是）

深圳市华宇创精密电子有限公司

HYC29-SD11-100



产品名称 检验数

料  号 不良数

A Q L 不良率

测试设备

测试时间

设定 设定

5%+0.1 1+0.1Kg/cm²

35℃+1℃ 1～3ml/80cm²/h

47℃+1℃ 40分钟

85%以上 9L

判定结果

备  注

镀Ni:24H    镀Au:48H    镀Sn:8H

 

10pcs

0

0

                                                             日期：2014 年 11 月 18 日

 散件名称：SD 沉板外壳（半金镍） SD 沉板端子（半金雾锡)   

 测试过程中是否发生中断：    □是              ■否

喷雾率

升温时间

 表面电镀层是否发黄，发黑现象：    □是                     ■否   

             ■合格               □不合格

试验室温度

饱和空气桶温度

试验室相对温度 盐水桶容量

项目

氯化钠浓度

  盐雾喷雾试验机LS8809-60

  从   2014.11.18 8:30  到  2014.11.19  8:30     共计  24 小时     分

  MIL-HY-202F

SD 短体沉板 卡座

项目

压缩空气压力

深圳市华宇创精密电子有限公司
盐雾测试报告

HYC29-SD11-100



产品名称: 检验数: 日期:

测量仪器: 不良数: 不良率:

序号／模号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CD WP

1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

2 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

3 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

4 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

5 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

6 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

7 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

8 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

9 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

10 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

11

12

13

14

15

判定结果 合格 不合格

测试条件：额定电压：500V DC    测试标准：绝缘阻抗值：1000MΩ MIN

备注：
     采用绝缘测试仪分别测试产品相邻端子PIN位之间绝缘阻抗，全部显示PASS，无绝缘阻抗值低于1000MΩ之情况。

绝
缘
阻
抗
测
试

               ■                          □      

绝缘阻抗测试报告

SD 短体沉板 卡座

绝缘阻抗测试仪

2014.11.18

0

10PCS

0PCS

深圳市华宇创精密电子有限公司




